
『らせん構造』を有する結晶の表面原子配列
および『らせん方位』の分析評価

TOFLAS-3000による表面構造解析の事例①

螺旋構造を含む結晶の絶対構造評価は単結晶X線構造解析で行われるが、基板表面に成長した薄膜などの
結晶構造評価は極めて困難である。ここでは、反転対称中心を持たない結晶の極性判別が可能なTOFLASで
この問題点の解決を図った。

α-SiO2(α-石英型/三方晶系)の結晶構造は対称要素として螺旋軸を持っており、結晶学的に右螺旋のものは

光学的に左旋光性を有し左水晶と呼ばれており、また、結晶学的に左螺旋のものは右旋光性を有し右水晶と呼
ばれております。TOFLASでは、この様な螺旋構造を持つ結晶も極点図を用いて視覚的に判別することが可能
です。
上図で中央の極点図は市販のα-SiO2の単結晶表面（C面）で観測したものです。 この極点図の特徴は全体と

して、3回-回転軸を持っていますが、鏡面は存在しないことが分かります。この時点で、結晶構造が螺旋軸を有
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して、3回-回転軸を持っていますが、鏡面は存在しないことが分かります。この時点で、結晶構造が螺旋軸を有

することが視野に入ります。 左右の極点図は、それぞれ下図の結晶構造モデルを用いて、シミュレーションし
た極点図の結果です。これら三つの極点図を比較すれば、明らかに、実験に用いた試料が結晶学的に左螺旋
軸を有するものであることが結論されます。
TOFLASの測定原理は、従来の同軸型直衝突ｲｵﾝ散乱分光法（CAICISS)と同様ですが、試料回転の機械的

精度の向上と垂直入射条件の自動サーチ機能、自動極点図測定機能、さらには、結晶構造のビジュアルな展
開と連動したシミュレーションプログラム等の開発によって、従来では及びもつかない表面構造の評価も行える
ようになっております。
また、X線では困難な超薄膜（～１ｎｍ）試料でも容易に構造評価を行う事が出来ます。

＊弊社ではデモ測定も実施しておりますので、結晶、薄膜結晶、金属、絶縁物に拘らず、お問い合わせください。


